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本論文は光電子測定装置をもっ低迷電子回折(以下略して LEED と言う)装置を試作し， かっ，
それを用いて Ni， Fe 単結晶各面を調べた結果をまとめたもので緒言，第一編，第二編からなってい
る。
緒言は，本研究の動機，本研究と従来の研究との関係，各主主の概要を述べてある。
第一編においては，装置の試作についてであり，その第 1 章は， LEED の概説， LEED 像の形成，
阻止電圧法， Fowler 法による仕事関数の決定法について述べてある。
第 2 主主は，試作装置の細部にわたって述べ，最後に実験途上における装置の改良について述べてあ
る。
第二編は，試作装置を Ni， Fe 単結晶に応用した例を述べたもので， その第 1 章は， Ni, Fe 試料
の表面処理， LEED 像， (00) 斑点の強度分布曲線の運動学的解析について述べてある。 Ni， Fe 試料
は電解研磨の条件により試料表面は異なった仕上り状態を示す。特に研磨電流，研磨液の温度が仕上
げ面に大きな影響をおよぼすことがわかった。 LEED 像は Ni， Ee 各面で加熱処理，イオン衝撃，ア
ニーノレを行なった場合のものを示した。 加熱処理だけでは Ni， Fe とも清浄面が出せないことがわ
かった。清浄面を出すためにはイオン衝撃 アニーノレの操作を繰返すことが必要である。 Ni， Fe 各
面とも清浄面は再配列していない乙とがわかった。 (00) 斑点の運動学的な解析により Ni (100) , 
Ni (110) で両者とも 1 %, Ee (111) , Ee (100) でそれぞれ1.5%， 0.5%，表面第 1 層と第 2 層と
の間隔がのびており， Ni (111) , Fe (110) では全然のびないことがわかった。
第 2 章は， Morse Potential を表面付近の原子に適用して表面層ののびを電子計算機により計算し
た結果を述べたものである。凝集エネノレギーからの定数を用いると，のびは実測値より幾分大きくな
るが空孔形成のエネノレギーからの定数を Ni ~こ適用した場合は，のびは実測値と良く一致した。また
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計算結果は表面原子密度の小さなものほど大きなのびのあることを示した。
第 3 章は，仕事関数と表面状態の関係をまとめたものである。汚染面の仕事関数は清浄面のそれよ
り常に低い値を示す。 イオン衝撃を行なうと仕事関数は常に低くなる。 Ni， Fe とも清浄面は原子密
度の大きいものほど高い仕事関数を示すことがわかった。
第 4 章は， LEED の応用，および問題点について指摘している。
第 5 章は，総括であり，各章の述べられた測定結果をまとめたものである。
論文の審査結果の要旨
近時，固体表面の表面状態を調べる研究は益々盛んになりつつあるが，その目的に対して低速電子
回折法は非常にすぐれた方法である。また光電効果は表面の状態により，大きな影響をうけることが
知られている。本研究ではまず，低速電子回折と光電効果の研究を同じ試料について同一条件で行な
い得る実験装置を試作し、ついでその装置を用いて Ni および Fe 単結晶の各面について，その表面
状態と仕事関数との関係を調べた。 それらの結果， 表面処理方法と表面状態との関連， 表面層の延
び，仕事関数の異方性などについて多くの有用な結果が得られた。
本研究による新しい実験装置ならびに得られた結果は，表面物性研究上寄与するところ大きく，工
業上，工学上，貢献するところが多大である。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認め
る。
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